NIEZAWODNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM

THICK 8000
DO POMIARU GRUBOSCI POWLOK

Shyray nstruenem
Thickason

v" Prosta obstuga ,,one click”

ZoptymallZCREgy v" Ruchoma platforma XYZ o precyzyjnym sterowaniu 3D —
do pomiaru

doktadnos¢ przesuwu ponizej 0.1 pm

grubosci warstw

v" Automatyczna regulacja wysokosci

v' Podwdjny laserowy system pozycjonowania miejsca

Detektor SDD
o rozdzielczosci 135 eV

pomiarowego i dwie kamery o wysokiej rozdzielczosci

umozliwiajgce wybdér punktu pomiarowego za pomoca

myszki
Analizy grubosci v’ System pozycjonowania laserem pozwalajacy na badanie
z dokfadnoscia punkt po punkcie grubosci powtoki i sktadu
do 0.01 um

pierwiastkowego préobek o duzych rozmiarach

Pomiar grubosci wielu

warstw do 20 um
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NIEZAWODNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM

Detektor SDD
Dobra rozdzielczos¢ widmowa 135 eV »

ot yhmumuﬁs
utatwiajgca pomiary popularnych  powtok Thicksooo
galwanicznych. .
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technologia mikro kolimatora

minimalny obszar pomiarowy 0.1 mm

Technologia micro-spot
v" Pomiar matych prébek — punkt

Badanie bardzo matych probek pomiarowy o $rednicy 0,1 mm
v' Automatyczne przetgczanie kolimatoréw

Konstrukcja utatwiajgca pomiar nieregularnych powierzchni
v Detektor SDD umieszczony wraz z lampa od géry na ruchomej gtowicy pomiarowej
v' Duza komora pomiarowa mieszczgca rézne przedmioty

v' Opuszczana przezroczysta ostona przeciwradiacyjna ze szkta otowiowego

Badanie grubosci
powiok w zagiebieniach

Zastosowanie
Analiza grubosci powtok galwanicznych, jubilerstwo, uktady scalone, ptytki PCB.
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NIEZAWCSISNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM

Oprogramowanie

Intuicyjne oprogramowanie. Modut analityczny uwzgledniajacy niezalezne modele
analityczne i identyfikacyjne, modele korekcji efektu matrycy i nieliniowg regresje dla
wielu zmiennych.

B FoThick — There is 12 day period end of the authorization.
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Przyktadowe zakresy mierzonych grubosci powtok
Powtoka Materiat bazy Zakres mierzonej grubosci powtoki [um]
Al Cu 0-100
Cd Fe 0-60
Cu Al 0-30
Cu Fe 0-30
Cu Plastik 0-30
Au Ceramika 0-8
Au Cu/ Ni 0-8
Pb Cu/ Ni 0-15
Ni Al 0-20
Ni Ceramika 0-20
Ni Cu 0-20
Ni Fe 0-20
Pd Ni 0-40
Stop Pd-Ni Ni 0-20
Pt Ti 0-8
Rh Cu/ Ni 0-50
Ag Cu / Ni 0-50
Sn Al 0-60
Sn Cu / Ni 0-60
Sn-Pb Cu / Ni 0-25
Zn Fe 0-40
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NIEZAWODNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM . “"ISGnse

Model THICK 8000, spektrometr EDXRF do pomiaréw grubosci i sktadu powtok

Detektor Detektor SDD o rozdzielczo$ci widmowej 135 eV

Zrédto wzbudzenia Lampa rentgenowska w geometrii ,od géry”

Kolimatory 0.3*0.05mm, ©0.1mm, ®0.2mm, ®0.3mm

Analizowane pierwiastki odSdoU

Grubos? mierzone) Srednio do 20pum (w zaleznosci od materiatu — patrz tabela)

powtoki

Powtarzalnosé 0,1%

Stabilnos¢ 0,1%

Typ filtra Al 0.1 mm

Pozycjonowanie probki Ruchoma platforma 3D o wymiarach 393 x 258 mm
Dwie kamery CCD HD 0,3 MPix
Autofokus i laserowy wskaznik punktu pomiarowego
Dokfadnos¢ pozycjonowania 0,1 um

Oswietlenie Oswietlenie LED z regulacjg intensywnosci

Oprogramowanie Przyjazne i intuicyjne oprogramowanie do sterowania spektrometrem, ,
analizy uzyskanych danych spektralnych, archiwizacji wynikdw pomiardw,
ich eksportu do programéw pakietu Office oraz tworzenia raportéw
pomiarowych.
Funkcje obliczeniowe oparte na modelach eksperymentalnych
wykorzystujgcych krzywe wzorcowe, oraz funkcjach FP (Fundamental
Parameters) umozliwiajacych analize bezwzorcowg jakosSciowsq i
ilosciowa.
Mozliwos¢ edycji istniejgcych oraz dodawanie nowych danych
kalibracyjnych.
Specjalny modut oprogramowania umozliwia analize grubosci i sktadu
powtok galwanicznych.

Wymiary komory 520 x 395 x 150 mm (WxDxH)

pomiarowej

Wymiary analizatora 690 x 575 x 660 mm (WxDxH)

Waga 120 kg

Zasilanie 220V AC (zalecana stabilizacja napiecia)

Zastrzegamy mozliwos¢ zmian w specyfikacji
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